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1. 研究目的 

 医学，生理学研究の進歩に伴い DNA,タンパク質の

高感度な検出法が求められている．その中の一つに

紫外域での局在表面プラズモン共鳴を利用した検出

法が提案されている[1]．アルミニウムのナノ粒子は紫

外域でプラズモン共鳴を引き起こすことが知られて

いるが，化学的な合成が困難であり，新規の合成法

が求められている．そこで本研究ではイオン液体を

用いたアルミニウムナノ粒子の簡易な合成法を提案

する． 

2．合成原理 

 イオン液体に金属スパッタリングを行うことでイ

オン液体中に簡易にナノ粒子を合成できる[2]．プラズ

マによって叩き出された金属原子がイオン液体表面

に衝突すると，イオン液体表面でナノ粒子の核生成

が起こる．この時イオン液体中のイオンが安定剤と

しての役割を果たすことで一定の粒径で凝集が止ま

り，イオン液体中でナノ粒子が合成され安定化する． 

3．実験 

 イオン液体 1-Ethyl-3-methylimidazoliumBis(trifluoro 

-methanesulfonyl)imide(EMImTFSI) 600μℓ をガラス基

板表面に滴下し，Ar プラズマを発生させてアルミニ

ウムスパッタリングを行った．合成したナノ粒子に

対し透過電子顕微鏡による観察およびエネルギー分

散型 X線分光による元素分析を行った． 

4．測定結果 

4-1 透過電子顕微鏡による観察 

 透過電子顕微鏡を用いて合成された粒子の直接観

察を行った結果を Fig. 1に示す．粒径 30 nm程度の 1

次粒子が凝集している様子が観察できた．1 次粒子の

粒径は 31.5±13.7 nmであった． 

4-2 エネルギー分散型 X線分光による元素分析 

 元素分析を行った結果を Fig. 2 に示す．Al 元素が

局在分布しているのと同位置に F 元素も局在分布し

ていることから，合成されたアルミニウムナノ粒子

がイオン液体中に含まれるフッ素によってフッ化し，

フッ化アルミニウムナノ粒子が合成されたことが分

かる． 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 TEM images synthesized Al nanoparticles in EMImTFSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Elemental analysis of synthesized nanoparticles in 

EMImTFSI 

5. 結論 

 イオン液体 EMImTFSI へのアルミニウムスパッタ

リングによって粒径 31.5±13.7 nmのフッ化アルミニ

ウムナノ粒子が合成できた．今後はイオン液体の種

類を変え，単分散な純アルミニウムナノ粒子の合成

に取り組むとともに紫外プラズモニクスデバイスへ

の応用を目指す． 
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